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X射线荧光的产生原理

X射线管发出X射线照射样品，样品中所含的原子被激

发而产生原子特有的X射线。这种x射线被称为X射线

荧光。不同的元素波长（能量）不同。通过检测x射

线的波长能够进行定性分析。X射线荧光的强度与含

量呈函数关系，检测元素特有的X射线的量值能够进

行定量分析。

X射线荧光分析法的原理·特点

Ｍ殻

（λ=λ0）
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用波尔模型说明电子轨道和X射线荧光产生的原理

满足不同领域的应用

                窑业

·陶瓷、水泥、玻璃、砖、粘土的分析

       石油·石油化学

·油中硫的分析

·润滑油中各种添加元素及混入元素的分析

                医药

·合成时的残留催化剂分析

·原药中残余物分析、异物分析

          农业·食品

·土壤、肥料、植物的分析

·食品的原料分析、添加元素管理、溶入异物的分析

          汽车·机械

·应对ELV指令的筛选分析

·各种机械零部件成份分析及镀层厚度、涂层附着量的检测

                其他

·考古学样品及宝石成分分析

·玩具·日用品中有害重金属元素测定等

          电子·电气

·RoHS指令、无卤素等筛选分析

·半导体、存储装置、液晶、太阳能电池等各种薄膜分析

       钢铁·有色金属

·原材料、合金、焊锡、贵金属的主要成分、残余成分的分析

·炉渣的组成分析

             化学工业

·无机·有机原料和产品分析

·催化剂、颜料、涂料、橡胶、塑胶的分析

                环境

·土壤、排水、焚烧灰、过滤、PM2.5等成分分析

                矿业

·选矿工艺的成色鉴别分析

EXD－8000 / 8100的内部结构

样品

准直器

一次滤光片

样品观察
CCD

检测器

X射线管
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无以伦比的分析性能

EDX-8000/8100
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采用高性能的SDD检测器，确保硬件最佳化，具有前所未有的高灵敏度·高速分析和高能量分辨率。可以检测出

6C~的机型。

高灵敏度  — 提高检测下限1.5~5倍 —

高性能的SDD检测器与最佳化的光学系统和一次滤光片的组合，实现前所未有的高灵敏度。

从轻元素到重元素，全范围轻松应对。与采用传统Si（Li）半导体检测器的分析装置相比，灵敏度也更胜一筹。

高速  — 分析速度最大可提高10倍 —

SDD检测器在单位时间内X射线荧光的计数率高，因此能够在更短的检测时间内进行高精度分析。特别是对金属材

料等主要元素产生X射线荧光较多的样品进行分析时，这个特点可以得到最大限度的发挥。

检测下限

以往型号分析装置

EDX－8000/8100

EDX－8000／8100

以往型号分析装置

试料外观

以往型号分析装置

标准偏差

测定时间

测定时间

测定时间与标准偏差（定量值偏差）的关系

测定时间约为1／10

满足分析精度所需的检测时间

EDX－8000/8100
以往型号分析装置

原子序号

轻元素基体检测下限的比较 铜合金中的铅（Pb）的谱图比较

分别用以往型号和EDX－8000／8100

对无铅焊锡中所含的铅（Pb）进行分

析，比较重现性。

X射线荧光分析可以通过延长测定时间增加X射线荧光

的计数从而提高精度（重现性）。

搭载高计数率SDD检测器的EDX－8000／8100与以往型

号相比，能够在更短的时间内保证分析精度。

实际样品的比较

EDX-8000/8100
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EDX-8000/8100
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
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检测下限的基准

高分辨率

与搭载以往Si（Li）半导体检测器的型号相比，能量分

辨率更胜一筹。

不同元素峰值重叠的影响减小，提升可靠性。

无需液氮

SDD检测器为电子制冷方式，无需液氮冷却，不仅可以从繁琐的液氮补充作业中解放出来，更可以降低仪器的维

护成本。

进行超轻元素分析

EDX－8000/8100搭载的SDD检测器窗口采用特殊材料

极薄的薄膜，能够检测碳（C）、氧（O）、氟（F）超

轻元素。

·用EDX－8100进行15P以下的轻元素分析时，需要真空检测单元或者氦气置换检测单元（均为选购件）。

·用EDX－8000进行15P以下的轻元素分析时，需要真空检测单元（选购件）。

·检测下限因样品基体和共存元素不同而有差异。

·20Ca以下的轻元素，使用样品容器分析时，由于薄膜吸收，检测下限变差。

·8O以下的轻元素，使用样品容器分析时，由于薄膜吸收,无法检测。

能量分辨率的比较（样品：PPS树脂）

用EDX－8000检测氟的分析结果

以往型号

检测元素范围

EDX－8000 / 8100：6C~92U 
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卓越的通用性

Filter. #2 Filter. #4 Filter. #1

从微小样品到大型样品，从粉末样品到液体样品，灵活应对各类样品。

配备进行轻元素的高灵敏度分析时所需的真空检测单元、氦气置换检测单元，以及可实现自动连续测定的12位样

品转台（选购件）。

4种准直器以及CCD样品观察装置

1、3、5、10mmΦ的4种准直器自动切换

根据样品尺寸的不同，照射直径可有4种不同的选择。微

小异物分析和失效解析时采用1mmΦ，少量样品时采用

3mmΦ或5mmΦ，根据样品的形状可以选择最适合的照射

直径。

真空检测单元（选购件）

由于轻元素产生的X射线荧光在大气环境下易被吸收，

所以需要在真空环境下提高轻元素的灵敏度。

氦气置换检测单元（选购件）

液体或产生气体而无法在真空环境下进行分析的样品，可以通过氦气置换实现轻元素分析。

采用高效、独立氦气置换系统（日本专利：NO.5962885），不影响灵敏度，与传统机型相比，置换时间和氦气

消耗量均大约减少了40%。（EDX－8100用选购件）

12位样品转台（选购件）

增加转台实现可自动连续测定。特别是在真空·氦气环

境下可实现高透射率。

标配CCD样品观察装置

通过CCD样品观察装置可以确认X射线的照射位置。适用

于检测微小样品、检测由多个测样点组成的样品、使用微

量样品容器检测等情况。

自动切换5种一次滤光片

使用一次滤光片降低X射线管产生的特性X射线和连续X射

线，从而提升检测灵敏度。尤其分析微量元素时有效。

EDX－8000／8100搭载5种（含OPEN共6种）一次滤光

片，可以实现软件操控自动切换。
*使用滤光片后，（）中能量范围的背景降低。

RhL线 RhL线

连续X射线产生的BG

一次滤光片的效果

滤光片

#1

#2

#3

#4

#5

有效能量（KeV）

15~24

2~5

5~7

5~13

21~24(5~13)*

对应元素示例

Zr,Mo,Ru,Rh,Cd

Cl,Cr

Cr

Hg,Pb,Br

Cd(Hg,Pb,Br)

准直器和一次滤光片自由组合

准直器和一次滤光片独立驱动，无限制自由组合。可以选择6种×4种=24种组合。

同时，所有组合均可对应FP法进行定量分析。

选择1mmΦ准直器 选择5mmΦ准直器时，使用
微量样品容器

真空环境为100时，氦气置换和大气环境下的相对灵敏度  真空环境和大气环境的分析结果比较
(样品：钠钙玻璃)

EDX-8100氦气置换和大气环境下的谱图比较

油中的硫元素（16S） 氟树脂剂中的氟元素（9F）

455 15 25 35
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80

60

40

20

0
Na 

Mg 
Al 

Si 
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Cl 

K 
Ca 

Ti 
Cr 

Fe Zn Br Zr Cd 真空

大气

相
对

强
度

（
%

）

氦气

大气

原子序号

EDX-8000/8100
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer

S 
Ka氦气置换

大气 F 
Ka

氦气置换

大气
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工作曲线法

工作曲线法是指通过对标准样品的测定，依据X射线荧

光强度与标准样品的含量关系制作曲线，是对未知样品

进行定量的方法。工作曲线法需要选择与未知样品类型

相近的标准样品且需要制作各元素的校准工作曲线，从

而实现准确度高的分析。可以进行吸收激发校正、重叠

校正等各种共存元素的校正。

460mm宽的紧凑身材，配置大型样品室

460mm宽的紧凑机身，与以往型号相比宽度减少了20％。

拥有最大可放置300 (W) × 275 (D) × 约100 (H) mm 样品的大型样品室。

FP法

根据理论计算而得出X射线强度的定量方法。对于难以

找到标准样品对应的未知样品，FP法是有效的定量分析

方法（日本No.03921872，德国No.60042990.3－08，

英国No.1054254，美国No.6314158）。

标准配置应用于金属、氧化物、树脂等样品分析的块状

FP法，标准配置应用于镀层、薄膜厚度、组成分析的薄

膜FP法。

薄膜FP法

标准配备薄膜FP法。可检测多层膜的膜厚，同时对膜的组成进

行定量分析。薄膜FP法可对基板等基材、镀层结果、元素信息

进行设定。

背景FP法

（日本专利：NO.5975181）背景FP法指在仅计算X射线荧

光（净峰）强度的传统FP法基础上，增加计算散射X射

线（背景）强度的方法。

在提升少量有机物样品的定量准确度、异形镀层样品的

膜厚测定、有机膜的膜厚测定方面效果显著。

匹配功能

将测定结果与保存的谱库比较，自动排列出最接近的物

质。谱库分为含量数据和强度数据两类，用户均可创建

·登录。同时，含量数据更可手动直接录入。

匹配结果

定量功能 具有设计感的外观

配置自动设定平衡功能

样品主要成分为C，H，0等时，FP法需要进行平衡

（残余成分）设定。如从分析结果的形状判定需要

平衡设定时，软件将自动进行。

X
射
线
强
度

定量元素的X射线荧光INet

X射线管靶材Rh
的康普顿散射线IRHkac

X射线管靶材Rh
的瑞利散射线IRHka定量元素的背景IBG

连续X射线

能量

300mm275mm

約100mm

460
m

m

我公司以往型号

EDX－8000 / 8100

机体大小：460 (W) × 590 (D) × 360 (H) mm

与我公司以往机型的大小对比

识别度高的LED显示灯

产生X射线时，分析仪器后面的X射线显示灯和前面的X－RAYS ON显示灯将会点亮。分析时X射线显示灯的两侧亮

起蓝灯。操作人员不在分析现场也可对分析仪器的状态一目了然。

EDX-8000/8100
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
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简洁的界面

在一个界面内可以同时显示样品图像、选择分析条件、输入样品名称。

在测定界面上可以直接切换准直器

可以一边观察样品图像，一边切换准直器直径。

同时，选定的直径用黄色圆圈表示。

测定结束后，与样品画面一起，元

素名、浓度、3σ（测定的标准偏

差）均会在同一界面清楚显示。轻

松点击鼠标，即可看到《分析结果

一览》或《报告》。

同样适用于连续分析

PCEDX Navi同样可应对使用转台

（选购件）的分析。

可以轻松切换样品图像确认界面

和样品位置确认界面。

自动保存样品图像

测定开始时自动读取样品图像，

与数据文件夹关联保存。

“初次见面”也可轻松上手的软件PCEDX Navi

为了使X射线荧光分析贴近每一个实验室，深入浅出的软件PCEDX Navi应运而生。

凭直觉操作的浅显简单画面，使从初学者到专家的每一位用户都可以体验到便捷的操作环境。 测定准备界面

分析结果显示界面

分析结果一览（含图像）分析结果一览（含图像）分析结果 览（含图像）

使用转台时的测定准备画面（样品位置确认时）使用转使用转使用转使用转台时的台时的台时的台时的测定准测定准测定准测定准备画面备画面备画面备画面（样品（样品（样品（样品位置确位置确位置确位置确认时）认时）认时）认时）

EDX-8000/8100
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
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提升可操作性的各项功能 形式各样的数据输出

仪器启动轻松简单

仪器初始化、启动（X射线启动）都可通过PCEDX Navi

轻松点击鼠标实现。

启动后，自动进入仪器稳定待机时间（15分钟），此

期间不能进行分析和仪器确认。确保每一位操作者都可

在仪器稳定的状态下获取数据。

制作报告功能

可以以HTML格式或者ExceI格式制作分析数据报告。有各种模板。

报告中会粘贴测定开始时自动保存的样品图像，所以可以确认检测的样品部位。

制作表格功能

可将多个样品的分析结果在ExceI格式中作成一览表。可以在一览表中选出数据，并对数据进行详细确认和编辑。

具有RoHS等特定有害元素的一览表、用户对任意元素设定的一览表等多种模板。

X射线管自动老化功能

在仪器长期不运行的情况下，再次启动时需要对X射线

管进行老化（磨合运行）处理。根据停止运行的时间长

短，软件自动进行该功能。

条件保护功能

在软件中可以设置密码。条件设定·修改仅限于输入正

确密码的操作者。

配置以往机型的软件

发挥以往EDX系列软件的易操作性，同时配置PCEDX 

Pro软件。分析条件设定、数据处理等通常操作均通过

此软件进行。可读取我公司以往机型（EDX Series）获

取的数据结果和定量值。

ExceI格式的RoHS筛选分析报告
（Microsoft ExceI需自行准备）

任意指定元素的一览表
（Microsoft ExceI需自行准备）

HTML格式的一般分析报告

EDX-8000/8100
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
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丰富的应用程序

粉末（微粒·颗粒） — 水泥的定性以及定量 —

粉末样品的分析是X射线荧光的代表应用。对样品加压或者直接将样品放入样品容器中即可进行分析。下图是采

用标准的分析方法，通过Na~U定性定量分析的水泥标准物质应用例。即使没有标准样品也可进行准确的定量分

析。在真空环境下，轻元素也可实现高灵敏度检测。

液体·泥浆·乳状液  — 废油中的重元素 —

液体样品放在底部附有聚酯膜样品容器内即可进行分析。对水溶液、有机溶媒、油中的添加成分和磨耗金属等可

进行检测·定量分析。

可以检测出废油中ppm级的重元素。

异物·材质判定  — 树脂成型品上附着的异物 —

EDX能够无损进行元素分析，因此对食品、医药品、产品上附着或者混入的异物可以进行有效解析。通过样品的

观察装置和使用相应的准直器，可以轻松定位微小异物。

照射直径为1mm的准直器，可以有效降低周边材质对其的影响。将其结果进行正确的定量匹配，下图例为SUS316

和材质确定。

食品·生物·植物  — 海藻的矿物质成分·少量样品 —

EDX可以对食品和生物样品中所含元素进行分析。可以有效进行食品添加元素的工程管理和作物生长不良的判断

和产地鉴别确认。

通过新功能背景FP法，即使在样品量稀少的情况下，也可得出与样品充足情况下同样的定量结果。对于仅能获取

少量样品情况和对降低操作人员前处理造成分析误差的情况效果显著。

[数据观察]

以往的FP法中，样品量以及形状不同造成X射线荧

光强度的变化，是定量误差的主要原因。而背景

FP法则可消除这种影响，得到准确的定量值。

样品外观

红色：异物部位
蓝色：正常部位

Na-S Sr K-Zn 

MgO

1.75

1.932

AI2O3

3.95

3.875

SiO2

21.86

22.38

SO3

2.44

2.086

K2O

0.11

0.093

CaO

69.60

67.87

TiO2

0.079

0.084

Mn2O3

0.011

0.0073

Fe2O3

0.18

0.152

ZnO

0.002

(0.001)

SrO

0.023

(0.018)

水泥标准物质的峰谱图

FP法定量分析结果与标准值的比较
 样品外观
（250kN · 30秒加压成形）

 样品外观

（样品容器·附聚酯膜 废油5mL）

废油标准样品  各元素 50ppm

废油标准样品  各元素 30ppm

废油中各个重元素分析谱图的叠加图示

废油标准样品  各元素 10ppm

空白试样

单位：wt%

元素

定量值

标准值

Fe
 K

a 

Fe
 K

b 

N
i K

a C
r 

K
a 

C
r 

K
a 

M
n 

K
b 

Ti
 K

a 

Ti
 K

b 

N
i K

b 
Zn

 K
a 

Zn
 K

b 

M
o 

K
a 

异物部位

正常部位

异物部位（红色）和正常部位（蓝色）的分析谱图叠加

从异物以外的周边材质检测出钛（Ti）、锌
（Zn），不计算在定量分析内。

FP法进行异物定量分析结果

（与内存数据库对比，确定为SUS316）

匹配结果

样品图像（少量）

样品图像（量足）

样品量不同导致X射线荧光强度的区别

量足

少量 背景FP法

少量 以往FP法

背景FP法与以往FP法定量值的比较

[cps / uA]Na-Sc [cps / uA]Ti-U
样品图像（量足）

样品图像（少量）

样品图像（量足）

样品图像（少量）

EDX-8000/8100
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
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丰富的应用程序

产品中的有害元素  — 玩具中所含法规限制的8元素 —

EDX最适合进行电子电气产品、汽车、玩具等产品中有害元素的筛选分析。由于无需化学前处理，所以也不需要

特殊的设备。

以树脂玩具为例，比较检测的不同部位，可以确定在涂装部位中（涂料）含有钡（Ba）、铬（Cr）、铅（Pb）元素。

固体样品

·大型样品（＞13mmΦ）                  ·小型样品（＜13mmΦ）

镀层·薄膜  — 镍-磷镀层（化学镀层）的膜厚·组成检测 —

通过薄膜FP法，可以检测多层膜的膜厚、同时定量膜厚·组成。

以下为镀层膜厚1.8μm，主要成分为Ni、P以及检测出微量的Pb的构成定量例。

C
r 

K
a 

Pb
 L

a 

Br
 K

a 

Pb
 L

b1
 

Sb
 K

a 

Sb
 K

b 

Ba
 K

a 

Sb

326

293

351

As

N.D

N.D

N.D

Ba

351

983

51

Se

12.8

19.1

N.D

Hg

N.D

N.D

N.D

Pb

5010

7918

77

Cr

2697

2013

29

Cd

N.D

N.D

N.D

含有限制8元素的PE树脂标准样品 工作曲线法进行定量分析的结果

元素

全体

去掉表层涂料

树脂基材

各测定部位的分析谱图叠加

单位：ppm N.D为检测下限以下

全整体（涂装部位+树脂主体）

去掉表层涂料

树脂基材

样品制备方法

在底面附上聚酯膜，放入
样品容器

夹在聚酯膜上 在检测窗口附上聚酯膜，在此
之上放置样品

直接放入样品室

在底面附上聚酯膜放入
样品容器

在底面附上聚酯膜，放入
样品容器（粉末法）

粉碎容器

自动粉碎机

用压片机加压成形
（压力成型法）

压片机 平面压片

将样品滴在滤纸上干燥后
进行检测分析

当样品量较少，无法得到足够的厚度（深度）时，可使用微量容器。
（粉末样品也同样适用）

金属材料的前处理
希望提高定量分析的精度、去除样品表面

的污染和氧化影响时，可以使用车床、旋

转研磨机切割、研磨金属样品的分析面。

切削、研磨的样品 车床

液体样品

·大气环境或者氦气环境下的置换测定                                                                               ·真空氛围测定

样品的粉碎
颗粒度大或者产生粒度效应（不均一

效果）的样品，需要进行粉碎。

玻璃熔融法
为了对岩石等氧化物粉末进行准确度

高的分析，可将样品与Li2B407等熔融

剂共同玻璃熔融化。

粉末样品Cu基板

Ni,P,Pb的谱图

一次X射线 X射线荧光

样品示意图

Ni,P,Pb

[cps /uA] P [cps /uA] Ni [cps /uA] Pb

薄膜FP法的定量分析结果
用薄膜FP法，设定基板等基材、镀

层结果、元素信息。

EDX-8000/8100
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer



时间自动缩短功能

如果在测定中就判断出管理对象元素的含量明显较高或者

较低，将自动转到下一分析通道的功能。从而实现高效的

筛选分析。

筛选分析的简单设定界面

变更阈值

可以根据材质、元素来设定阈值。也可以根据阈值的输入

方法，变更筛选判定方式。

变更判定字符

可以设定分析结果中显示的阈值以下、灰色区域、阈值以

上的判定字符。

变更报告模板

可以设定报告的样式。可从标准配置的模板中选择。

应对不同分析目的的3种筛选分析套件

RoHS筛选分析套件

应对镉、铅、汞、铬、溴的筛选分析套件。管理分析时使

用套件中含有5元素的PE标样。

RoHS、卤素筛选分析套件

包括镉、铅、汞、铬、溴5元素，还可应对树脂中氯的筛选

分析。管理分析时使用套件中含有6元素的PE标样。

RoHS、卤素、锑筛选分析套件

包括镉、铅、汞、铬、溴5元素，还可应对树脂中氯、锑的

筛选分析。管理分析时使用套件含有7元素的PE标样。

明显在管理基准值以上，中途停止

处于灰色区域，按照设定的时间进行测定

明显在管理基准值以下，中途停止

含量

管理基准值以上

灰色区域

管理基准值以下

RoHS筛选分析套件的简单设定界面

基
准
值

20 21

筛选分析套件（选购件）

最适合RoHS、ELV、无卤素的筛选分析

使用选购的筛选分析套件，初学者即可在初次使用时进行RoHS、ELV、无卤素的筛选分析。

放置样品，选择分析条件，输入样品名称后，就可轻松等待结果。仅仅数分钟就可以得到是否合格的判断结果。

内置工作曲线

内置各种材质的工作曲线。无需特别准备繁多的标准样品。

自动选择工作曲线

软件自动选择最适合样品的工作曲线，使用者无需选择分析条件。

因为工作曲线的选择直接影响定量的结果，所以自动选择工作曲线

也更有利于提高数据的可靠性。

形状修正功能

通过得出各元素的X射线荧光强度和散射X射线强度的比值（BG内

标准法），从而修正样品的形状和厚度的影响，取得定量值。

使用RoHS、卤素、锑元素筛选分析套件时的分析结果界面

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 
0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

PE

PVC

测
定

强
度

比

标准值（ppm）

钢铁

铝

黄铜

焊锡

各种材质为基体的内置工作曲线和工作曲线自动选择功能

EDX-8000/8100
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数据阅览和数据／图像／文档文件的注册·编辑·删除
点击“数据确认/编辑”，选择现有谱库，可浏览所选谱库中注册的数据／图像／文档文件，可添加数据以及编辑、

删除，还可以重新创建谱库。另外，对所有样品都都可以使用EDX和FTIR以外的装置（色谱仪、质谱仪、表面观察

装置等）所采集的数据进行PDF化处理后注册，与EDX／FTIR数据进行关联管理。

节省分析工作人力
配有使样品附着的粘着层薄膜和X射线荧光用聚丙烯薄膜的开闭式样品架。EDX检测时，关闭样品架，将聚丙烯薄

膜向照射一侧（下侧）放置，FTIR检测时，打开样品架，将粘贴在粘着层薄膜上的样品直接放在ATR棱镜上。样品

更换可以控制在最低限度内，因此可以节约人力，提高分析工作效率。

防止样品失
检测后关闭容器原封不动保管样品。无需放到其他容器中，因此不必担心样品丢失。

异物分析用综合分析与确认试验用的数据比较

点击“使用两种数据分析”，只需选择EDX/FTIR数据，即可自动进行定性分析※1。提高了分析人员的分析效率，为

异物分析提供强有力的支持。

综合分析结果中，除命中列表外，还显示从谱库中选中的EDX曲线和FTIR谱图。想阅览单独的分析结果时，点击

“单独”键即可。

另外，如果使用计算谱库中注册数据与实测数据一致性的比对功能时，还可用于Silent Change对策等确认试验。

点击“印刷”键，除可以用固定格式印刷外，还可以用Word形式保存※2。

※1 利 用EDX曲线数据，可将样品分为无机／有机／混合物。通过对分类进行加权处理进行综合分析。[专利申请中]

※2 需要预先安装Microsoft公司的Word。

示例中显示的是是黑色橡胶异物的综合分析，以及聚氯乙烯树脂（PVC）的检查对象和标准质控样的数据比对。

从综合分析结果可以明确得知，黑色橡胶异物是NBR（丁晴橡胶），含有碳酸钙和硬脂酸锌。

在数据比对结果中，PVC检查对象和标准质控样匹配度为0.8506。在EDX曲线和FTIR谱图中检测到了铅（Pb）和丙

烯，这些成分在质控样中是没有的。，据此可以推测检查对象中含有与标准控制样的 不同的成分。

EDX-FTIR综合分析软件（EDXIR-Analysis）是对X射线荧光分析装置

（EDX）和傅立叶变换红外光谱仪（FTIR）所采集的数据进行定性分析的

专用软件。

此软件可对FTIR（擅长有机物鉴定·定性）和EDX（擅长金属和无机化合物

等元素进行分析）的数据进行综合分析，判断定性结果和匹配度。此外，

该软件也可以单独分析EDX或FTIR。分析所使用的谱库为与自来水公司和

食品企业合作建立的岛津原创谱库（标配485组数据）。此外，客户还可

对数据进行添加注册，也可以添加图像文件和PDF形式文档。并可以将各

种数据作为电子文件在软件中关联储存管理。

可将样品固定在样品架上用EDX和FTIR进行检测。检测后，样品架原封不动成为样品保管容器。

22 23
EDX-8000/8100

Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer

EDX-FTIR综合分析软件EDXIR-Analysis（选配件）yy

黑色橡胶异物的综合分析结果 某PVC检查对象和标准质控样的数据比对结果
关闭样品架，将聚丙烯薄膜的表面

朝向X射线照射侧（下侧）。
打开样品架后的情形（内侧） 打开样品架，将粘贴在粘着层薄膜上的

样品放在棱镜上。

直接加载原始数据

FTIR数据EDX数据

综合分析 数据比对

X射线荧光用
聚丙烯薄膜 粘着层薄膜

粘贴样品EDX使用方法 FTIR使用方法

确认/编辑

EDX谱线、定量分析结果、EDX样品照片、

注释和其它信息

图像、文档文件、注释和其它信息

浏览录入的图像

浏览文档文件

FTIR光谱和注释

同一样品的所有数据自动关联存储

DX 品照片样品照片、

其它其 信息信

杂质分析固定、储存容器 EDXIR-Holder（选配件）



用于微小异物分析和微小区域不良解析
通过切换准直器和样品观察相机可对更小区域进行分析的选配件。是微小异物分析、微小区域不良解析以及镀膜

厚度检测的利器。

X射线照射直径最小0.3mmø

标准规格的X射线照射直径最小为1mmø，安装此选配件后，可以将激发侧的

X射线缩小至0.3mmø。

放大样品图像时不会使图像质量变差

标准规格的X射线照射直径最小为1mmø，安装此选配件后，可以将激发侧的

X射线缩小至0.3mmø。

自动切换0.3、1、3、10mmø四种准直器

安装此选配件后，照射直径可以在0.3、1、3、10mmø的四个等级自动切换。

不仅支持微小部分的分析，还支持10mmø的组成分析。

※照射直径为样品表面上的尺寸。

分析示例 ―附着在点心上的微小金属粉末（约0.1mmø）
将0.1mmø左右的微小金属粉末附着在市售的点心上，分别用照射直径1mmø和0.3mmø进行了分析。照射直径为

1mmø时，在金属粉末周围（点心）的散射线的影响下，整体上背景大幅上升，S/N变差，照射直径为0.3mmø

时，周围散射线的影响少，可以获得S/N较好的曲线。

两种分析均检测出了主要成分铜（Cu）和锌（Zn），这种金属粉末是黄铜这一点与照射直径无关，可以直接判

定，照射直径为0.3mmø时，铅（Pb）的峰值被识别出来，表明这种金属粉末是易削黄铜。如此，即使是存在于

发生强烈散射线的材质，如有机物上的微小样品，使用照射直径0.3mmø的准直器，也可以进行更高精度的分析。

微小部分分析组件（选配件）

EDX-8000/8100
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer

真空泵

以上

单位：mm

电源接口
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测定原理

测定方法

测定对象

测定范围

样品室尺寸

最大样品重量

X射线荧光分析法

能量色散型

固体·液体·粉末

6C~92U

最大300（W）×  275（D）× 约100（H）mm（但是不包括R部分）

5kg（使用样品转台时200g / 样品，总重量2.4kg）

X射线发生部
X射线管

电压

电流

冷却方式

照射面积

1次滤光片

Rh靶

4~50kV

1~1000μA

风冷（附风扇）

1、3、5、10mmΦ：4种自动切换（0.1、1、3、10mmΦ4种自动切换）※1

5种（含OPEN为6种）自动切换

检测器

类型

液态氮供给

硅漂移检测器（SDD）

不要（电子制冷）

样品室

测定环境

样品交换

样品观察

大气、真空*1、氦气*2

12位样品转台*1

CMOS图像装置

数据处理部

内存

HDD

光学驱动

OS

2GB以上（32位）、4GB以上（64位）

250GB

多媒体光驱

Windows 7（32位 / 64位）※3

软件

定性分析

定量分析

匹配软件

更多功能

其他

测定·解析软件

工作曲线法、共存元素校正

FP法、薄膜FP法、背景FP法

强度 / 含量

自动校正功能（能量校正、半高宽校正）

仪器状态跟踪功能、分析结果制表功能

环境设置

温度

相对湿度

电源

主机尺寸

主机重量

※1 为通用的选购件。

※2 为EDX－8100的选购件。

※3 不包含Microsoft office。

有关放置X射线仪器的申请义务

X射线仪器在放置使用前必须向所管辖的环保部门提出使用申请。

10~30℃（温度变化2℃ / hr以内、温度变化幅度在10℃以下）

40~70%（但不得有结露）

AC100V－240V±10%、带地线插座

460（W）× 590（D）×360（H）mm

约45kg

设置例

真空泵和电源接口是真空测定单元（选购）的构成品

选项适用例： 微小异物分析

图片：收集在滤纸上的0.1mm左右的SUS粉

（扩展变焦开启，中心部位黄色的圆为0.3mmø）

选项适用例： 微小部位的镀膜厚度测定

图片：线宽约0.5mm的电镀端子

（扩展变焦开启，中心部位黄色的圆为0.3mmø）照射直径转换和扩展变焦（使用PCEDX  Navi时）

照射直径转换键
扩大变焦键

（将摄像图像放大至2.5倍左右）

此标记为我公司节能认证标记
*节能：与本公司以往机型相比减少44.1%
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操作方法

压 力 方 式

最大加压力

压力设置方式

成型方式

冲压头

电源要求

大小

重量

自动操作方式

液压

350kN

通过压力调节阀任意设置

把样品放入环、杯中，加压成型

附平面冲压头

三相200V±10％、50/60Hz、3A

宽500×厚500×高1210mm

240kg

材质

铝圈

聚氯乙烯  建议

其他各尺寸

P/N S202-82397-53      35mmΦ     38mmΦ      30mmΦ     500个/1套

P/N S212-21654-05      22mmΦ     26mmΦ      20mmΦ     100个/1套 

P/N S212-21654-01      35mmΦ     42mmΦ      30mmΦ     100个/1套

P/N S212-21654-02      35mmΦ     42mmΦ      30mmΦ     500个/1套

P/N S212-21654-11      25mmΦ     32mmΦ      20mmΦ     100个/1套

P/N S212-21654-12      25mmΦ     32mmΦ      20mmΦ     500个/1套

P/N S212-21654-09      14mmΦ     18mmΦ      10mmΦ     100个/1套

P/N S212-21654-10      14mmΦ     18mmΦ      10mmΦ     500个/1套

部件号 内径 外径 分析径 数量

真空测定单元P／N S212－25425－42

轻元素的高灵敏度测定时使用此配件。在主机放置台的背面（或者侧

面）需要空出放置真空泵和电源接口的位置。

药品杂质分析方法包P／N S212－25646－41

该方法包可分析药品元素杂质指南(ICH Q3D)中列出的24种元素中的

12种元素。具体为：Class1中的Cd、Pb、As、Hg，Class 2A中的V、

Co、Ni，Class 2B中的Ir、Pt、Ru、Rh、Pb。

（EDX-7000用选配件）

样品容器

3571 通用无盖型

P／N S219－85000－55（100个／组）

（外径31.6mm、容量10mL）

装液体·粉末的PE容器。

3529 通用有盖型

P／N S219－85000－52（100个／组）

（外径32mm、容量8mL）

用于装液体样品。

带液体膨胀时的排液孔和蓄液槽。

3577 微量型

P／N S219－85000－54（100个／组）

（外径31.6mm、容量0.5mL）

用于装微量样品。建议与准直器配合使用。

3561 极少量样品用型

P／N S219－85000－53（100个／组）

（外径31.6mm、容量8mL）

用于装液体样品、薄膜装样品。带液体膨胀

时的排液孔和蓄液槽。带套环，可将薄膜样

品用膜夹住。

氦气置换测定单元P／N S212－25440－41

液体样品轻元素的高灵敏度测定时使用此配件。此单元不包括氦气液

化瓶和调节器。

（EDX－7000 / 8100用选购件）

样品容器迈拉膜

P／N S202－86501－56（500张为单位）

固定样品用薄膜。

（重元素分析用。）

压块机MP-35H

用于接头成型

样品容器聚丙烯膜

P／N S219－82019－05（73mm宽×92mm长）

固定样品用薄膜。 

（轻元素分析用。）

滴漏滤纸

P／N S210－16043－50  30mmΦ  50张/1套

P／N S210－16043－01  20mmΦ  50张/1套

将液体样品滴漏干燥后进行分析时使用。

滴漏滤纸预处理样品架

P／N S205－07221

EDX、FTIR共用异物检测固定·保管容器

EDXIR - Holder

P／N S212－25890－41 (25张装)

样品成型环

聚氯乙烯适合硅酸盐，铝适合其他样品（胶合剂等）。

筛选分析套件

RoHS／ELV筛选分析套件

  P／N S212－25475塑胶5元素的管理样品

RoHS、卤素筛选分析套件

  P／N S212－25476塑胶6元素的管理样品

RoHS、卤素、锑元素筛选分析套件

  P／N S212－25477塑胶7元素的管理样品

转台P／N S212－25389－41

为 1 2 位 样 品 的 转 台 。 在 连 续 测 定

32mmΦ以下的样品时使用。特别是

氦气·真空环境下测定时，实现高透

射量。

微小部分分析组件P／N S212－25880－41

有效用于微小异物、微小区域分析中结合0.3mm的准直器与高分辨率

相机。
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选购件

※Windows是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标。

※其他所记载的公司名称、产品名称均为各公司的商标或注册商标。

※本文未标TM、®标记。
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EDX- FTIR 综合解析软件(EDXIR-Analysis)

P／N S206－33175－41

对同一样品同时进行EDX及TIR分析。通过利用XIR-Analysis解析两种

数据，自动进行高精度的定性解析。

选配件对应表
型号（检测元素）

EDX-7000
 (Na-U)

EDX-8000
 (C-U)

EDX-8100 
(C-U)

真空检测 氦气置换 转台 微小部 筛查分析 EDXIR-Analysis 药品杂质分析

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○：可   ×：不可

关闭样品架，将聚丙烯薄膜的表面
朝向X射线照射侧（下侧）。

打开样品架后的情形（内侧） 打开样品架，将粘贴在粘着层薄膜上的
样品放在棱镜上。

平面冲压头

X射线荧光用
聚丙烯薄膜 粘着层薄膜

粘贴样品EDX使用方法 FTIR使用方法


